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FOREWORD 

This  am endm ent has  been  prepared  by I EC  techn ical  com m i ttee  1 1 1 :  Envi ronm ental  
standard i zati on  for e lectri cal  and  e lectron ic  products  and  system s.  

The  text  of  th is  am endm ent  i s  based  on  the  fo l l owing  docum ents:  

CDV Report  on  vot i ng  

1 1 1 /41 4/CDV 1 1 1 /431 /RVC  

 
Fu l l  i n form ation  on  the  voti ng  for  the  approval  of  th is  am endm ent  can  be  found  in  the  report  
on  vot i ng  ind icated  in  the  above  table.   

The  comm ittee  has  decided  that  the  con ten ts  of  th is  am endm ent  and  the  base  publ icati on  wi l l  
rem ain  unchanged  un ti l  the  stabi l i ty date  ind icated  on  the  I EC  webs i te  under  
"h ttp: //webstore. i ec. ch "  i n  the  data  re lated  to  the  speci fi c  publ ication .  At  th is  date,  the  
publ ication  wi l l  be   

•  reconfi rm ed,  

•  wi thdrawn ,  

•  replaced  by a revised  ed i ti on ,  or  

•  am ended.  

 

1  Scope 

Delete,  in the second sentence of the second paragraph,  the words "cold  cathode".  

 

5.1  General  

Add,  at the end of the subclause,  the following new text: 

Warning :  Analytical  experts  need  to  i nvestigate  the  matrix  effect  or  possible  
in terferences of  the  phosphor to  choose  the appropriate  cond i tions.  

 

6 Sampl ing  and  test  portion  

Replace the existing third paragraph with the following new text: 

For the  sam ple  preparation  of  m ercury i n  f l uorescen t  l am ps,  fo l low the  i nstructions  g i ven  i n  
IEC 62554.  

 

8. 1  General  

Add,  before the NOTE,  the following new text: 
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"CV-AAS"  i s  the  preferred  m ethod  due  to  i ts  sens i ti vi ty and  ease  of  use  for f luorescent  lam ps.  

 

9 Calculation  

Replace the existing text and formula with the following new text and formulae: 

The concentration  m easured  i n  8. 3  i s  the  concen trati on  of  m ercury i n  the  sam ple  so lu ti on .  The  
total  am oun t  of  m ercury i n  the  sam ple  i s  calcu lated  from  Form u la ( 1 ) :  

 mH g  =  (A1  – A2)  x  V1 H g  x  D   (1 ) 

where  

mH g   i s  the  total  (abso lu te)  am oun t  of  m ercury i n  the  sam ple  i n  m g ;   

V1 Hg  i s  the  total  vo l um e of  the  orig i nal  sam ple  so lu tion  i n  l ;   

D  i s  the  d i l u t i ng  factor  after  d i l u t i ng  the  orig i nal  sample  so lu t ion ;   

A1  i s  the  concen trati on  of  H g  i n  the  sam ple  so lu ti on  i n  m g/l ;   

A2  i s  the  concen tration  of  Hg  i n  the  reagen t  b lank so lu ti on  i n  m g/l ;   

The  total  concentrati on  of  m ercury i n  the  sam ple  i s  calcu lated  from  Form u la (2) :  

 DV
M

AA
C ××

−

= Hg
43

Hg 2
)(

 (2)  

where   

CHg  

i s  the  total  concen tration  of  Hg  i n  the  sam ple  in  µg /g ;  

V2Hg  

i s  the  total  vo l um e  of  the  orig i nal  sam ple  so lu t ion  i n  m l ;  

D  i s  the  d i l u t i ng  factor  after  d i l u t i ng  the  orig i nal  sample  so lu ti on ;  

A3  i s  the  concen trati on  of  H g  i n  the  sam ple  so lu ti on  i n  m g/l ;  

A4  i s  the  concen tration  of  Hg  i n  the  reagen t  b lank so lu ti on  i n  m g/l ;  

M i s  the  m ass  of  the  ori g inal /com plete  sam ple  i n  g .  

 

___________ 
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AVANT-PROPOS 

Le  présent  am endem ent  a  été  é tabl i  par l e  com i té  d 'études  1 1 1  de  l ' I EC:  Norm al isation  
envi ronnem en tale  pour  l es  produ i ts  et  l es  systèm es  é lectri ques  et  é l ectron iques.  

Le  texte  de  cet  am endem en t est  i ssu  des  docum ents  su ivants :  

CDV Rapport  de  vote  

1 1 1 /41 4/CDV 1 1 1 /431 /RVC  

 
Le  rapport  de  vote  i nd i qué  dans  le  tableau  c i -dessus  donne  tou te  i n form ation  sur l e  vote  ayan t 
abou ti  à  l 'approbati on  de  cet  am endem ent.  

Le  com i té  a  décidé  que  l e  con tenu  de  cet  am endem ent  et  de  l a  publ icati on  de  base  ne  sera 
pas  m od i fi é  avan t  l a  date  de  s tabi l i té  i nd iquée  su r l e  s i te  web  de  l ' I EC  sous  
"h ttp: //webstore. iec. ch "  dans  les  données  re lat i ves  à  la  publ ication  recherchée.  A cette  date,  
l a  publ ication  sera   

•  recondu i te,  

•  supprim ée,  

•  rem placée  par  une  éd i t ion  révisée,  ou  

•  am endée.  

 

1  Domaine d 'appl ication  

Supprimer,  dans la deuxième phrase du deuxième alinéa,  les termes "à cathode  fro ide".  

 

5.1  Général i tés  

Ajouter,  à la fin du paragraphe,  le nouveau texte suivant: 

Avertissement:  l l  est  nécessaire que  l es  experts  analytiques recherchent  l es  effets  de  
matrice ou  l es  éventuel les  in terférences du  phosphore,  afin  de choisi r  les  condi t ions  
appropriées.  

 

6 Échanti l lonnage et  prise d 'essai  

Remplacer le troisième alinéa existant par le nouveau texte suivant: 

Pour l a  préparati on  des  échanti l l ons  de  m ercure  dans  les  lam pes  f l uorescen tes,  se  conform er 
aux  i nstructi ons  f i gurant  dans  l ' I EC  62554.  

 

8.1  Général i tés  

Ajouter,  avant la NOTE,  le nouveau texte suivant: 
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La  "CV-AAS"  est  l a  m éthode  préféren tie l l e  du  fai t  de  sa  sensibi l i té  e t  de  sa  faci l i té  d ' u ti l i sati on  
pour  l es  l am pes  f l uorescen tes.  

 

9 Calcul  

Remplacer le texte et la formule existants par le nouveau texte et les formules ci-après: 

La concen trati on  m esu rée  en  8 . 3  est  l a  concen tration  de  m ercure  dans  la  so lu t ion  
d 'échanti l lon .  La quan ti té  totale  de  m ercu re  dans  l 'échan ti l l on  est  calcu lée  à  part i r  de  la  
Form u le  (1 ) :  

 mH g  =  (A1  – A2)  x  V1 H g  x  D   (1 ) 

où  

mH g   est  la  quan ti té  (absolue)  totale  de  m ercu re  dans  l 'échanti l lon  en  m g ;  

V1 Hg  est  l e  vo lum e total  de  l a  so lu t ion  d 'échan ti l l on  i n i t i al  en  l ;  

D  est  l e  facteur de  d i lu t ion  après  d i l u t i on  de  la  so lu ti on  d 'échanti l l on  i n i t i al ;  

A1  est  la  concen trati on  de  H g  dans  la  so lu t ion  d 'échanti l lon ,  en  m g/l ;  

A2  est  la  concen trati on  de  H g  dans  la  so lu t ion  à base  de  réacti f  tém oin ,  en  m g /l ;  

La concentrati on  to tale  de  m ercure  dans  l 'échanti l l on  est  calcu lée  à part i r  de  l a  Form u le  (2) :  

 DV
M

AA
C ××

−

= Hg
43

Hg 2
)(

 (2)  

où  

CHg  

est  la  concen trati on  to tale  de  Hg  dans  l 'échan ti l l on  en  µg /g ;  

V2Hg  

est  l e  vo lum e total  de  l a  so lu t ion  d 'échan ti l l on  i n i t i al  en  m l ;  

D  est  l e  facteur de  d i lu t ion  après  d i l u t i on  de  la  so lu t ion  d 'échanti l lon  i n i t i al ;  

A3  est  la  concen trati on  de  H g  dans  la  so lu t ion  d 'échanti l lon ,  en  m g/l ;  

A4  est  la  concen trati on  de  H g  dans  la  so lu t ion  à base  de  réacti f  tém oin ,  en  m g /l ;  

M correspond  à  la  m asse  de  l ' échanti l l on  i n i t ial /com plet  en  g .  

 

___________ 
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